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В работе приведены технические и аналитические параметры ионно-пучковых аналитических комплексов и охарактеризованы представляемые этими комплексами экспериментальные методы исследования различных материалов. Среди них наибольшее распространение получили: резерфордовское обратное рассеяние (РОР) ионов и рентгенофлуоресцентный анализ при ионном возбуждении (PIXE). Метод РОР является базовым методом элементной диагностики многокомпонентных материалов, в том числе и сегнетоэлектрических. Он многоэлементен и позволяет диагностировать присутствие в веществе элементов от Ве до U. Главной задачей РОР исследований является определение элементного состава по толщине изучаемой поверхности со стандартным разрешением по глубине 10 нм. Вследствие высокого разрешения по глубине метод характеризуется повышенными требованиями к качеству поверхности изучаемых структур. Метод не нуждается при количественном анализе материалов в использовании эталонов и стандартов. РОР применим к элементной диагностике твердых материалов и сухих остатков жидкостей, осажденных на специально приготовленные подложки. Пределы обнаружения метода составляют 0.1% ат. Недостаточность чувствительности РОР измерений компенсируется параллельным использованием PIXE. Пределы обнаружения примесей в этих измерениях зависят от экспериментальных условий и колеблются в интервале 10-6(10-8% ат. Доступность регистрации присутствия легких элементов в материале ограничена свойствами входного окна рентгеновского детектора, и при использовании Ве окон метод позволяет диагностировать элементы, начиная с фтора. Метод полуколичественный вследствие наличия матричного эффекта. В условиях применения плоских рентгеновских волноводов-резонаторов (ПРВР) позволяет анализировать элементный состав поверхностного слоя материалов толщиной 3-5 нм. Представлены экспериментальные данные элементного анализа твердых материалов и сегнетоэлектрических пленок.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты №18-29-11029, №19-07-00271 и №19-29-03042).
